
◆評価分析設備

卓上走査型電子顕微鏡（SEM） 日本電子

試料研磨機 49-5100-115 ＢＵＥＨＬＥＲ

ベクトルネットワークアナライザー MS46122B アンリツ

デジタルマイクロスコープ VHX-100F キーエンス

パフォーマンスカーブ測定機 - 自社製

0 1

イオンスパッタ蒸着装置 E1010 日立 1 0

3軸ロボット型耐久試験器 - 自社製 0 1

0 1

デジタルシリアルアナライザー DSA8200 日本テクトロニクス 0 1

耐電流測定器 - 自社製 0 1

VE8800 キーエンス 1 0

0 1

1 1

機械種別 機種 メーカー 本社(台） 盛岡工場（台）

X Lay Inspection Equipment XiDAT-XD7600 ＤＡＧＥ 1 0

JCM-7000 0 1

走査型電子顕微鏡（SEM）
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